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Zusammenfassung 

Die chemische Analyse von Werkstoffen und Materialien verlangt  immer einen  

Kompromiss in der Wahl der vielfältigen Methoden. Beschränkt man sich auf 

zerstörungsfreie Prüfmethoden (NDT), so stehen die Neutronenaktivierung (NAA) und die 

Röntgenfluoreszenz (XRF) zur Verfügung. Bei anderen Methoden ist nach der Analyse das 

Ergebnis gewonnen, die Probe aber durch die Analyse zerstört. Da durch die NAA 

permanente Radioaktivität entsteht, bleibt als einzige zerstörungsfreie, chemische 

Analysemethode für zahlreiche Applikationen die XRF. Ihr großer Vorteil liegt in der 

beliebigen Wiederholbarkeit an derselben Probe, etwa im Rahmen von Kontrollmessungen, 

wenn das Ergebnis nicht schlüssig erscheint, oder angezweifelt wird. 

 Die XRF, ist zu unterscheiden nach der seit 50 Jahren bekannte WD-XRF 

(Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie) mit sequentieller Analyse 

(einzelner Elemente) bei hoher Generatorleistung einerseits, und der simultan arbeitenden 

ED-XRF Analyse (Energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie) andererseits, die 

erstmals vor 25 Jahren industriell zum Einsatz kam. ED-XRF Geräte haben seither enorme 

Fortschritte in der Entwicklung der Hard- und Software gemacht. Typische  Materialien, 

deren Elemente (Natrium bis Uran, Z= 11 - 92) heute qualitativ (Spektrum, Elemente) und 

quantitativ (Norm-Konzentrationen, wt.-%) gut analysierbar sind, betreffen Metalle, 

Legierungen, Mineralien, Erden, Keramiken, Gläser, Metallische Gläser, Edelsteine, 

Farben, Kunststoffe, Papiere, Hölzer. 

 Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit für Haupt,- Neben- und Spurenelemente sind 

wesentlich verbessert. In Sekunden werden große Datenmengen durch Fast SDD (Silizium 

Drift Detektor) und Fast DPP (schneller Digitaler Puls Prozessor) generiert und verarbeitet. 

Eine Analyse (max. 30 Elemente simultan) erfolgt in 1-3 Minuten. Die technisch 

ausgereiften Geräte sind oft so vereinfacht, dass ein Bedienen des Gerätes schon nach 

einem Tag Anlernzeit möglich ist. „Abstürze“, die früher an der Tagesordnung waren, sind 

heute die Ausnahme. Je nach Gerätes ist nach dem Einschalten nur ein kurzes Kalibrieren 

von einigen Minuten nötig. Die Qualitäts-Rangliste der Hersteller lautete früher: USA-

Europa-Asien, heute ist sie eher umgekehrt. 
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